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製造現場に設置した様々なセンサからのデータを収集・解析することにより、製造現場の異

常の有無を自動的に診断するＩｏＴ技術が注目されております。 

このデータ解析の手法としては、深層学習技術が大きな期待を集めていますが、深層学習は

非常に高度な解析が可能な一方で大量のデータが必要であり、データが十分に取得できない場

合には適用できないことがあります。これに対し、品質工学の分野で提唱されている解析手法

であるＭＴシステムは、小量のデータに対しても適用できて強力な解析ができることから、手

軽で製造現場に導入しやすいデータ解析方法として利用されています。 

本セミナーでは、ＭＴシステムによるセンサデータの解析方法を解説するとともに、製造現

場の異常診断への適用例について紹介します。また、その具体的な方法や効果を実感していた

だけるよう、ＭＴシステムを用いた異常診断の実験・実演も行います。 

多数ご参加下さいますようご案内いたします。 

 

［日 時］平成３０年１１月２０日（火） １３：３０～１６：３０ 

［場 所］石川県工業試験場 ２階 第２会議室（金沢市鞍月２丁目１番地） 

［講 師］国立研究開発法人産業技術総合研究所 

製造技術研究部門 センサシステム技術研究グループ 

 研究員    石田 秀一 氏 

［受講料］無料 

［定 員］３０名 
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          e-mail：iot@irii.jp TEL:(076)267-8084 FAX:(076)267-8090 
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